Karta (sylabus) modutu/przedmiotu
Mechatronika
Studia pierwszego stopnia

Przedmiot:

Podstawy metrologii

Rodzaj przedmiotu:

obowigzkowy

Kod przedmiotu:

MT 1S 0320-0_1

Rok: Il

Semestr: 3

Forma studiow: Studia stacjonarne

Rodzaj zajec i liczba godzin 30

w semestrze:

Wyktad 30

Cwiczenia

Laboratorium

Projekt

Liczba punktéw ECTS: 2

Sposdb zaliczenia: Egzamin

Jezyk wykiadowy: Jezyk polski

Cel przedmiotu

C1 | Zapoznanie studentdw z historig i zadaniami metrologii

c2 Zapoznanie studentéw z podstawowymi pojeciami metrologii oraz klasyfikacjg i
charakterystyka narzedzi i metod pomiarowych

c3 Zapoznanie studentdbw z metodami wyznaczania niedoktadnosci i
powtarzalnosci wynikéw pomiaréow

C4 | Zapoznanie studentéw z podstawami przetwarzania A/C i C/A

C5 | Zapoznanie studentéw z podstawami metrologii prawne;j

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Wiedza w zakresie matematyki, obejmujgca algebre, analize, probabilistyke
1 |oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody
matematyczne  niezbedne do  opisu  zagadnien mechanicznych,
elektrotechnicznych i elektronicznych.
2 Podstawowa wiedza w zakresie fizyki, obejmujgca mechanike, termodynamike,
elektrycznosé i magnetyzm oraz fizyke ciata statego.
Efekty ksztalcenia
W zakresie wiedzy:
EK1 | Student zna historie, definicje podstawowych terminéw i zadania metrologii
EK2 Student ma wiedze w zakresie klasyfikacji i wtasciwo$ci narzedzi i metod
pomiarowych
EK3 Student ma wiedze w zakresie metod wyznaczania niedoktadnosci i
powtarzalnosci wynikdw pomiaréw
EK4 Student zna podstawy przetwarzania analogowo — cyfrowego i cyfrowo -
analogowego
EK5 | Student ma wiedze w zakresie podstaw metrologii prawnej
W zakresie umiejetnosci:
EK6 | Student potrafi przetwarza¢ uzyskane informacje, dokonywac ich analizy i




syntezy, a takze wycigga¢ wnioski oraz formutowacé i uzasadnia¢ opinie

W zakresie kompetencji spotecznych:

EK7

Student rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciagtego doksztatcania sie (studia
drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia
kompetencji zawodowych, osobistych i spotecznych

Tresci programowe przedmiotu

Forma zajeé¢ — wyklady

Tresci programowe

W1 Historia, podstawowe pojecia i zadania metrologii

W2 Narzedzia i metody pomiarowe

W3 Podstawy teorii btedu

W4 Podstawy teorii niepewnosci

W5 Estymatory sygnatoéw i ich wiasciwosci

W6 Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo -

analogowego
W7 Kalibracja i legalizacja przyrzadoéw pomiarowych
W8 Struktura i zadania panstwowej stuzby miar
Metody dydaktyczne
1 |Wyktad
2 |Wyktad z prezentacja multimedialna
Obciazenie praca studenta
E - Srednia liczba godzin na zrealizowanie
orma aktywnosci .y
aktywnosci

Godziny kontaktowe z wykltadowca, 30
w tym:
Udziat w wyktadach 30
Konsultacje 2
Praca wlasna studenta, w tym: 18
Samodzielne przygotowanie do 18
egzaminu
Laczny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla 2
przedmiotu:
Liczba punktow ECTS w ramach zaje¢
o charakterze praktycznym (¢wiczenia, 0
laboratoria, projekty)

Literatura podstawowa

1 | Skubis T.: Opracowanie wynikéw pomiaréw, Wyd.PSI. 2003
2 |Tumanski S.: Technika pomiarowa, WNT 2007
Literatura uzupetniajaca
3 Dusza J., Gortat G., Le$niewski A., Podstawy metrologii, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Lisowski M., Podstawy metrologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki
4 .
Wroctawskiej, 2011




5 | Chwaleba A., Poninski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT 2007
6 | Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkosci geometrycznych, WNT 2007
7 | Taylor J. R.: Wprowadzenie do analizy btedu pomiarowego, PWN 1999
Macierz efektéw ksztalcenia
Odniesienie
danego efektu
Efekt | Ksztakcenmiado | o0 Tresci Metody | Metody
ksztatcenia efektow przedmiotu | programowe | dydaktyczne oceny
zdefiniowanych
dla catego
programu (PEK)
EK1 MTIA_ W15++ [C1] W1, W8j [1, 2] [O1]
EK 2 MTIA W15++ [C2] w2, W7j [1, 2] [O1]
EK3 | MTIA W15++ [C3] w. a/g]‘/ 4 [1, 2] [01, 02]
EK 4 MTIA W15++ [C4] [W6] [1, 2] [02]
EK 5 MTIA_ W15++ [C2, C5] [W8] [1, 2] [02]
EK 6 MTIA_U19+ [C3] W 3V5V]V 4 [1, 2] [02]
EK7 MT1 KO1+ [C1, C5] W1, W8] [1, 2] [02]
Metody i kryteria oceny
Symbol
metody Opis metody oceny Prég zaliczeniowy
oceny
o1 Kolokwium 60%
02 Egzamin pisemny 60%
Autor . Dr hab. inz. Jarostaw Sikora, prof. PL
programu:

Adres e-mail: |jaroslaw.sikora@pollub.pl
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organizacyjna:

Katedra Automatyki i Metrologii




